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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

PANNEAUX D’AFFICHAGE A PLASMA -

Partie 2-1: Méthodes de mesure — Optiques

AVANT PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation
composée de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationayx déNa CEIl). La CEl a
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de{ normalisation dans les
domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEIl, entre autres activité ie.des Normes
internationales. Leur élaboration est confiée a des comités d’études, aux travaux’x S {{é national
intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationg < e et non
gouvemementales en Iiaison avec la CEl, partlmpent egalement aux tra auxy La C éifoitement

2) Les deC|S|ons ou accords offlmels de la CEl concernant Ies quest|os te hniques

3) Les documents produits se présentent sous la forme de ecopin i ) ati . llIs sont publiés
comme normes, spécifications techniques, rapports te S 56
Comités nationaux.

4) Dans le but d’encourager I'unification interRationa

5) La CEl n’a fixé aucune procédure concerna tle

6) L attentlon est attirée sur Ie alt qug certains\de

responsable de ne pas a

La Norme inte
d’affichage a pan

conducteurs.

eté établie par le sous-comité 47C: Dispositifs
ité d’études 47 de la CEIl: Dispositifs a semi-

Le texte de issy_des documents suivants:
FDIS Rapport de vote
47C/276/FDIS 47C/280/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.

La CEI 61988 comprend les parties suivantes, regroupées sous le titre général Panneaux
d’affichage a plasma:

Partie 1: Terminologie et symboles;

Partie 2-1: Méthodes de mesure — Optiques;

Partie 2-2: Méthodes de mesure — Electro-optiques;

Partie 3: Directives d’interface mécanique;

Partie 4: Méthodes d'essai environnementales, d'endurance et mécaniques.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

PLASMA DISPLAY PANELS -

Part 2-1: Measuring methods — Optical

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of/the TEC is to promote

entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested jr\tk | with may
participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmemal o 7 liaising
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collabora rnational
Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions deter between the

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical m4g
3) The documents produced have the form of recommendationg for i

4) In order to promote international unificatiqn, IE
Standards transparently to the maximum
divergence between the |IEC Standard and
indicated in the latter.

5) The IEC provides no marking

6) Attention is drawn to the possjbilit

International St r
display devices,

The text of this sfan he following documents:

Report on voting

7C/276/FDIS 47C/280/RVD

Full information.on the voting for the approval on this standard can be found in the report on
voting indicated in above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.

IEC 61988 will consist of the following parts, under the general title Plasma display panels:

Part 1: Terminology and letter symbols;
Part 2-1:  Measuring methods — Optical,;

Part 2-2: Measuring methods — Optoelectrical;
Part 3: Guidelines of mechanical interface;

Part 4: Environmental, endurance and mechanical test methods.
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Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2009.
A cette date, la publication sera

* reconduite;

* supprimeée;

* remplacée par une édition révisée, ou
*+ amendée.

@%
S
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The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged
until 2009. At this date, the publication will be

* reconfirmed;

* withdrawn;

+ replaced by a revised edition, or
*+ amended.

@%
S
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PANNEAUX D’AFFICHAGE A PLASMA -

Partie 2-1: Méthodes de mesure — Optiques

1 Domaine d’application

La présente partie de la CEl 61988 définit les méthodes de mesure de caractérisation de la
performance des modules d’affichage couleur a plasma dans les domaines suivants:

luminance d’'une zone d’essai de 4 % de surface d’écran;

T Q

uniformité de luminance;

o O

)

)

) rapport de contraste en chambre noire;

) chromaticité du blanc et uniformité chromatique;
)

étendue chromatique dans la zone d’essai centrale.

]

2 Références normatives

Le documents référencés suivants
Pour les références comportant une d
sans date, la derniére édition du docy
s’applique.

ication de cette publication.
citée s’)applique. Pour les références
2 (itrefuant tous les amendements)

CEIl 61988-1, Panneaux a g 2 n%?artie 1: Terminologie et symboles 1

a présente partie de la CEIl 61988, la plupart des définitions utilisées
CEl 61988-1, a la CEI 60068-1 et a la CEI 60107-1.

Pour les besoins
sont conformes a |a

4 Structure du dispositif de mesure

Les schémas de principe et/ou les conditions de fonctionnement du dispositif de mesure
doivent étre conformes a la structure spécifiée pour chaque type de paramétres a mesurer.

T A publier.
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